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CROSS-SLIDE STAGE FOR A MICROSCOPE 

Claims of corresponding document: OB2172121 | Translate this text 

CLAIMS 

3 G8 2 172 121 A 3 1 A mechanical stage for microscopes having a fine adjustment for the precise positioning of the stage and a handle 
for the rapid displacement of the stage when the fine adjustment is disconnected, characterized by the fact that the handle (1 1) ts fastened 
on the bottom of the movable stage part (6) and engages through a cut-out (24) which is present in the stationary stage carrier (4) and 

defines the range of movement of the stage part (6). 

■ 

2 A mechanical stage according to claim 1 , characterized by the fact that the cut-out (24) corresponds in its shape essentialry to the 
outside dimensions of the specimens (wafer 10) to be examined on the stage and has at at least one location along its periphery a local 
recess (31) into which the shank (17) of the handle (11) engages while also passing through the cut-out 

3. A mechanical stage according to claim 2. characterized by the fact that a switch (28) which can be actuated by the recess-engaging part 
(17) of the handle (11) is associated with the recess (31). 

4 A mechanical stage according to claim 1. characterized by the fact that the mount (3), which serves for fastening the mechanical stage to 
the microscope, and the stage carrier (4), which has the cut-out (24), are integral formations of a single pieco. 

5 A mechanical stage according to claim 1. characterized by the fact that the movable stage part (6) carries a receiver (9/22) for the 
specimens (wafer 10), said receiver being ro- tatable at least through a small angle. 

6 A mechanical stage according to claim 5, characterized by the fact that the drive (13) for angular adjustment of the receiver (91/22) is 
integrated into the handle (1 1) for the rapid displacement of the mechanical stage. 

7 A mechanical stage according to claim 6, characterized by the fact that the drive for angular adjustment of the receiver (9/22) comprises 
an actuating sleeve (13) which is rotata- ble on the handle (11), and that a step-down actuating transmission (20/21) is provided from the 
sleeve to the receiver. 

8. A microscope stage assembly comprising base-mountjng structure establishing a generally horizontal plane of support, a main slide 
supported by and guided for one axis of displacement with respect to said structure, a cross slide supported by and guided for a second 
axis of displacement with respect to said main slide; and a specimen mount rotatabiy carried by said cross slide, said main slide having a B 
slotted opening beneath said cross slide and so on an alignment parallel to said second axis, said base-mounting structure hav- ing an 
opening beneath said main slide and its slot, said last-mentioned opening having an area approximating the specimen area to be 
examined under microscope, an actuating handle secured to the underside of the under- side of the cross slide and extending there- • 
beneath through and below both openings, and rotary-adjustment means including an actuator movable carried by said handle and 
accessible below both openings, said rotary-ad- justment means having rotary-drrve connection to said specimen mount solely via said 
openings. 

Printed in the United Kingdom for Her Majesty's Stationery Office, Dd 8818935. 1986, 4235. Published at The Patent Office, 25 
Southampton Buildings, London, WC2A'i AY, from which copies may be obtained. 
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CROSS-SLIDE STAGE FOR A MICROSCOPE 

Description of co rrespbnding document GB2172121 



I Translate Oils text:: 



1:GB2172121 A1 



S^OFICATIONi; 



Cross-slide stage for a microscope The present invention relates to a mechanical microscope stage having provision for fine adjustment for \ 
precise positioning of the stage and having a handle for rapid displacement of the stage when the fine adustment is discon- nected. 



Such mechanical stages, having X-Y slides for two-aids displacement of a specimen, are needed in optical inspection of so-catted wafers, 
i.e.; semiconductor substrates, where ra- pid scanning of the specimen and precise adjustment of individual partial regions are both : | j 
required. ^ 

The mechanical stages which have thus far been used for this purpose have, in addition to providing fine-adjustment for the precise 
displacement of the stage (wherein the fineadjustment means is at one lateral side of the stage and employs coaxial elements with a strong; 
step-down ratio), also provides a handle for rapid displacement of the stage, the handle being arranged directly on the movable stage 
plate, and also on one lateral side thereof, In such a stage, as for example the stage described in GB-A- 2.079, 969, the handle is 
approximately at the same height as the surface of the stage. However, this arrangement results in increased danger of contaminating the 
specimen, which must be examined under clean-room conditions. It is therefore customary to form the rapid-displacement handle as a 
downwardly bent yoke which is arranged at one side of the stage and can be gripped below the plane of the stage. This solution, however, 
is also unsatis- factory since with such a laterally disposed yoke, the point of actuating- force application is at some distance from the stage 
guides, and a long yoke is unstable 

Furthermore, a lateral positioning of the handle is ergonbm ically unfavora ble since it must necessarily favor a given hand of the operator 
and does not permit optional gripping by the other hand, which may happen to be free at the time; such handle positioning thus requires 
frequent groping for the handle. 115 Austrian Patent No. 314.861 disclosesa mechanical stage suitable for examining semiconductor 
substrates wherein a common handle serves for fine positioning and rapid displacement The handle is in the form of a lever which is 
mounted in a ball socket The lever can be guided along a template which is secured alongside the stage. But this lever is also disposed on 
one side of the stage, far from its guides, so that the stage is thereby given a projecting and not very compact shape which interferes with 
attachment of such additional instrumentalities as an automatic conveyor unit for feeding or removal of the specimens 

Federal Republic of Germany Utility Model No 1,311. 435 and German Democratic Republic Patent No. 95,121 also disclose mechanical 
stages in which the fine adjustment is located centrally below the stage; these mechanical stages, however, do not have a handle for rapid 
displacement when the fine adjustment is disconnected. 

The object of the present invention is to provide a mechanical stage of the aforementioned type which is of compact construction and 
which, for rapid displacement of a specimen, can be easily operated without danger of contaminating the specimen. 

This object is achieved by providing a stage-displacing handle secured to the underside of the movable specimen-supporting part of the 
stage and by providing a cut-out in the stationary stage component, with the handle extending through the cut-6ut and having such freedom 
to move within the cut-out as to enable inspection under the microscope, of all regions of the specimen. 

In this arrangement, the rapid-displacement handle is disposed in the immediate vicinity of the guided parts of the stage; the handle can be 
made short and thus stable, and it can be laterally central, for convenient optional gripping access either by the left hand or by the right 
hand of the user, without any danger of specimen contamination. 

The stage-carrier cut-out through which the handle extends is advisedly shaped to correspond essentially to the outside dimensions of 
specimens to be examined on the stage, and it has a local outward recess into which the shank of the handle can locate to define a specific 
stage position which can be rapidly and easily accessed, as for example to posi- tion a stage-mounted receiver for specimehtransfer with : : 
respect to an automatic speck ment transfer unit 

It is particularly advantageous to so associate an electric switch probe with this local recess as to be actuated by the shank of the handle 
when in the recess- located position. Such a switch may serve, (1) to report to the above- mentioned transport device that the stage is in 
the transfer position, and (2) to commence the automated process of removing an inspected specimen and introducing a next specimen to 
be inspected. 

Cross-slide stages which are used for inspection of semiconductor substrates are usu- ally equipped with a specimen-mounting chuck 
which can be rotated through at least a small angle to permit angular adjustment of the specimen relative to the guides of the stage. In 
known devices for this purpose, the displace- ment lever or wheel for effecting the angular adjustment is located above the stage plate. 

In one advantageous further development of the invention, the drive for angular adjustment of the specimen chuck is integrated into the 
handle for rapid displacement of the cross- 2 GB 2 172 121 A2 slide stage; the angular-adjustment provision is thus placed below the 
table, thereby present ing a better solution from the standpoint of avoiding contamination of the specimen. 

The invention will be illustratively described in detail, in conjunction with the accompanying drawings in which 

Figure 1 is a side view partially in section, of a cross-slide stage of the invention; Figure 2 is a view of the stage of Fig. 1 , 75 seen from 
below, and Figure 3 is a view in section, taken through the handle 1 1 of Fig. 1 , along the line 1 1 1-1 1 1 of Fig 1 . 

The stage 1 of Figs 1 to 3 includes a mount 3 by which it can be secured to the limb 2 of a reflected-light microscope, not shown in detail. 
The mount 3 and a stage carrier 4, which carries the movable parts of the stage, are of one-piece construction, for reasons of stability. The 
stage carrier 4 extends continuously upward and transversely of the mount 3, to provide a horizontal platform having spaced guide 
members 32 for a main slide which will be referred to as the X-slide 5, and the mating guide members 26 and 27 of said slide are recessed 
between and guided by the guide members 32 of the stage carrier. In turn, the X-slide 5 carries the Y or cross- slide 6 which is movably 
guided by rails 7 and 8 which coact with edge guides recessed m the X-sltde 5. 

The cross-slide 6 forms the actual stage plate and will sometimes be referred to as such. It is shown mounting a receiver or chuck 9 for a -A 
specimen 10 which is to be observed under the microscope and which may illustratively be a semiconductor substrate (wafer), detail is not 
shown for. specimen-10 retention ;by chuck 9, but this may typically include a suction nozzle for vacuum retention of the specimen 

A handle 1 1 mounted to the bottom of the stage plate provides means by which the stage plate 6 can be directly and rapidly dis- placed 
upon disconnection of separate means for fine-adjustment of the stageplate; the fine-adjustment means is not shown in detail, but it will be 
understood to be selectively op erative at point 35 (Fig 2) on the respective 115 guides of the X-slide 5 and the Y-slide 6 \,i 7 

The handle 11 comprises a ball head 12 at the bottom of a non-rotatable rod 37 which is connected via a gear housing 14, to a tubular shaft ; 
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17 which; ih'tumj- esew 7 is thus effectively the shank of handle 1 1 ; it extends through a slot ' 

36 in the X-slide 5 and through a substantially areolar cut-out 24 in the stationary stage earner 4 A sleeve 13 has a knurt and is rotatable '■'< 
on rod 27; the upper end of sleeve 13 extends into gear housing 14 and carries a first or drive pinion 15, and pinion 15 meshes with a 
second pinion 16 at the lower end of a driven shaft 18 which is rotatable within the tubular shank 17; as aJso appears in the sectional view 
of Fig 3 The upper end of shaft 18 extends above the stage plate 16 and drives a d»sk 19 having an eccentric crank pin 20. 

The receiver or chuck 9 comprises a flanged bearing member 22 that is journaJed for rotation about a vertical axis in a housing 23, and the : 
latter has a side port whereby a crank arm 21 keyed to bearing member 22 extends outside me housing and has limited freedom for fine 
angular adjustment of a specimen 10 carried by the flange of bearing member 22. The fine angular-adjustment drive is via pin-20 en- 
gagement between tynes of the bifurcated end of arm 21. 

It will be seen that specimen 10 can, on the one hand, be displaced for rapid scanning under the microscope by grasping handle 1 1 at the 
ball 12. all within the area perimitted by the cut-out 24. On the other hand, the specimen 10 can also be finely adjusted as to its angular 
orientation, by rotational manipulation of sleeve 13 The direction of angular adjustment of the specimen accords with the direc- tion of 
sleeve-13 adjustment, but at a strongly reduced ratio; the step-down ratio is primarily attributable to the relatively great radius of arm 21 
and to the relatively small eccentric radius at contact of pin 20 with arm 21 . while the like directions of sleeve- 1 3 and member 22 rotation 
are the result of rotation-reversals at ; 1 5/1 6 and at 20/21 . 

it is to be noted that use of spur gearing at 15/16, in the context of fixed interconnection of rod 37. housing 14, tubular shaft (shank) 17 and 
the stage plate 6. provides opportu nity to forwardly offset me location of ball 12 In the direction away from the microscope limb 2. thereby : 
avoiding limb-2 interference with the hand of the user, in the course of manipulating the stage 6 (and specimen 10) via handle 11 

The stage-carrier cut-out 24 through which shank 1 7 of the handle 1 1 passes has ap proximately the same diameter as the sped men and 
limits the range of movement of the stage to the object region of interest How ever, on one side of the cut-out 24, there is a local recess 31 i 
into which shank 17 can very easily enter by guiding it along the outer peri phery of the cut-out When shank 17 thus engages in recess 3 1,1 
the stagers in its so called transfer position, namely the position in which a device not shown here, but known per se) for automatic loading 
/-u n loading, transfers the specimen 10 to, or removes it from, the chuck 9. On the underside of the stage carrier 4. a mounted switch 28, j 
has a probe element 30 extending into recess 31 ; switch 28 will be understood to initiate this automatic specimentransfer process via con 
nection 29 tosuswbfe circuitry. ij 
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1 2 
Patentansprflche befriedigt jedoch nicht da bei einem derartig seitlich 

angebrachten BQgel der Kraftangriffspunkt weit von 

1. Kreuztisch fQr Mikroskope, mit einem Feintrieb den TischfQhrungen entfernt Uegt und der lange Bugel 
zur exaktenTischpositionierong und einer Handha- instabil wirkt 

be fOr eine schnelle Tischverstellung bei abgekop- s Zudem ist eine seitliche Anordnung der Handhabe 
peliem Feintrieb, dadurch gekennzetchnet, daB ergonomisch ungdnstig. denn damii ist sie einer be- 
die Handhabe (U) an der Untcrseite eines bewegli- stimmten Hand der Bedienperson zugeordnet und er- 
chen oberen Tischteils (6) befestigt ist und durch laubt kein wahrweises Ergreifen durch die andere. evtL 
eine erste Aussparung (36) in einem beweglichen gerade freie Hand, sondern erfordert des Cfteren ein 
unteren Tischteil (5) und eine zweite Aussparung io Umgreifen. 

(24) in einem feststehenden Tischtrager (4) hin- Aus der AT-PS 3 14 861 ist ein fflr die PrQfung von 
durchgreift, wobei die zweite Aussparung (24) in Halbleitersubstraten geeigneter Kreuztisch bekannt, 
ihrer Form den Bewegungsbereich der bewegli- der eine gemeinsame Handhabe fur die Feinpositionie- 
chen Tischteile ( 5, 6) begrenzt rung und die Schnellverstellung in Form eines in einem 

2. Kreuztisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn- is Kugelgelenk gelagerten Hebels besitzt Der Hebel laBt 
zeichnet, daB die zweite Aussparung (24) an minde- siui entlang einer neben dem Tisch befestigten Schablo- 
stens einer Stelle eine Einbuchtung (31) aufweist in ne fQhren. Auch dieser Hebel ist an einer Seite des Ti- 
die der durch die Aussparung hindurchgreifende sches, weit ab von dessen FQhrungen angebracht Der 
Schaft (17) der Handhabe (U)einxastet Tisch erhalt dadurch eine ausladende und wenig kom- 

3. Kreuztisch nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 20 pakte Bauform, die das Ansetzen zusatzlicher Gerate, 
zeichnet, dad der Einbuchtung (31) ein Schalter (28) wie z. B. einer automatischen Transporteinheit fur das 
zugeordnet ist, der von dem emrastenden Teil (17) Zufflhren oder Ablegen der Prilflinge, behindert 

der Handhabe (1 1) betatigbar ist Aus der DD-PS 95 121 ist ein Kreuztisch bekannt, bei 

4. Kreuztisch nach Anspruch t, dadurch gekenn- dem der Feintrieb an zentraler Position unter dem Tisch 
zeichnet. daB die zur Befestigung des Kreuztisches 25 angesetzt ist Dieser Kreuztisch besitzt jedoch keine 
amMikroskopdienendeHaiterung(3)undderfest- Handhabe fur die Schnellverstellung bei abgekoppel- 
stehende Tischtrager (4) aus einem Stuck gefertigt tern Feintrieb, 

si R d. Es ist die Aufgabe aer vorliegenden Erfindung, einen 

5. Kreuztisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn- Kreuztisch der eingangs genannten Art zu schaf fen, der 
zeichnet, daB der bewegliche obere Tischteil (6) 30 kompakt aufgebaut und in bezug auf die Schnellverstel- 
einezumindestumkleineWinkeldrehbare Aufnah- lung leicht und ohn? Kontaminationsgefahr fur den 
me (9/22) fur ?niflinge (Wafer 10) tragt Prufling bedienbar isL 

6. Kreuztisch nach Anspruch 5 dadurch gekenn- Diese Aufgabe wird durch eine Ausbildung gemSO 
zeichnet, dab* der Antrieb (13) zur Drehung der den im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen 
Aufnahme (9/22) in die Handhabe (11) fur die 35 MaBnahmengeldst 

Schnellverstellung des Kreuztisches integriert ist in dieser Anordnung ist die Handhabe fur die Schnell- 

7. Kreuztisch nach Anspruch 6, dadurch gekenn- verstellung in unmittclbarcr NSher der gefilhnen Thch- 
zeichnetdaD der Antrieb zur Drehung der Aufnah- teile umergebracht, kann kurz und damit stabil ausge- 
me (9/22) Ober ein untersetzendes Hebelgetriebe fQhrt werden und ohne jede Kontaminationsgefahr 
(20/21) erfolgi und von einem urn die Handhabe 40 wahlweise entweder mit der Hnken oiier der rechten 
(11) gelegten Ring (13) betatigbar ast H and vom Benutzer ergrif fen werden. 

ZweckmSBig weist die zweite Aussparung im Tisch- 
Beschreibung trager eine Einbuchtung auf, in die der durch die Aus- 

sparung hindurchgreifende Schaft der Handhabe einra- 
Die Erfindung betrifft einen Kreuztisch fur Mikrosko- 45 stet Auf diese Weise ist eine bestimmte Tischposition 
pe mit einem Feintrieb zur exakten Tischpositionierung definiert, in die schnell und einfach eingefahren werden 
und einer Handhabe fur eine schnelle Tischverstellung kann und in der sich z. B. die auf dem Tisch angeordnete 
bei abgekoppeltem Feintrieb. Aufnahme fOr die PrOfiinge in der Obergabeposition zu 

Derartige Kreuztische werden insbesondere bei der einer automatischen Transporteinheit fur die Pruflinge 
optischen Prufung von sogenannten Wafern, d. h. Halb- 50 hefindet 

leitersubstraten bendtigt. wo sowohl ein schnelles Es ist besonders vorteilhaft dieser Einbuchtung einen 
Durchmustern des Pruflings als auch das prSzise Ein- Schalter zuzuordnen. der von dem dort einrastenden 
stellen bestimmter Teilbereiche gefordert ist. Schaft der Handhabe betatigbar ist. 

Die bisher zu diesern Zwecke eingesetzten Kreuzti- Dieser Schalter kann z. B. dazu dienen, die Tischstel- 
sche besitzen neben dem seitlich an den Tisch angesetz- 55 lung in Obergabeposition zu der vorstehend genannten 
ten, in der Regel koaxialen und stark untersctzenden Transporteinrichtung zu melden und den Vorgang der 
Feintrieb fur die prazisc Tischverstellung zusatzlich eine PrOflingszufQhrung einzuleiten. 
direkt an die bewegliche Tischplatte. ebenfalls an einer Kreuztische, die fflr die Prufung von Halbleitersub- 
Seite angebrachie Handhabe zur schnellen Tischbewe- straten eingesetzt werden, besitzen in der Regel eine 
gung. Bei dem z. B. in der DE-OS 30 27 461 beschriebe- 60 zumindest urn kleine Winkel drehbare Aufnahme, die 
nen Kreuztisch liegt die Handhabe etwa inglcicher Ho- eine winkelmaBige Justierung des Pruflings relativ zu 
he wie die Tischflache. Dies ist jedoch mit einer erhfth- den TischfOhrungcn erlaubt. Der Verstellhebel bzw. das 
ten Kontaminationsgefahr filr den unter Reinraumbe- Rad ftir die Einleitung der Drehbewegung der Aufnah- 
dingungen zu untersuchenden PrQfling verbunden. Es ist me befindet sich bei den bisher bekannten Aufnahmen 
daher ublich. der Handhabe fur die Schnellverstellung 65 oberhalb der Tischplatte. 

die Form eines seitlich am Tisch angebrachten. nach In einer vortetthaften Weiterbildung der Erfindung ist 
unten abgewinkclten BUgels zu geben, der unterhalb der der Antrieb zur Drehung der Aufnahme fur den Prufling 
Tischebcne ergriffen werden kann. Auch diese LGsung in die Handhabe fUr die Schnellverstellung des Kreuzti- 



35 08 094 

3 4 

sches integriert und dam it unter den Tisch gelegt Dies Mit Hiife des S tirn radge triebes 15/16 in dem den 
stellt unter dem Gesichtspunkt des Vermeidens von Schaft 17 und den Stab 37 Test miteinander verklem- 
Kon lamination die bessere Ldsung dar. mend en Gehause 14 wind die zu ergreifende Kugel U so 

Weitere vorteilhafte Ausgestahungen der Erfindung weit nach vorn verlegt, da3 ein AnstoQen der Hand des 
ergeben sich aus der nachstehenden Beschreibung eines s Benuizers an das gestrichelt dargestelhe Stativ 2 des 
Ausfuhrungsbeispiels, das in den Zeichnungen darge- Mikroskops vermieden ist 

stellt ist. Die zweite Aussparung 24 im Tisch trager 4. durch die 

Fig. 1 zeigt eine teilweise geschnittene Seitenansicht der Schaft 17 der Handhabe 11 hindurchgreifu besitzt 
des erfindungsgemafien Kreuztisches: etwa den gleichen Durchmesser wie der PrflflingUmd 

Fig. 2 zeigt eine Ansicht des Kreuztisches aus Fig. 1 to beschrlnkt den Bcwegungsberetch des Tisches auf cfen 
von unten; interessterenden Objektbereich. An einer Seite der Aus- 

Fig. 3 ist ein TeUschnitt der Handhabe 11 aus Fig. 1 sparung 24 ist jedoch eine Einbuchtung 31 angebrachu 
entlang [II-III in Fig. 1. in die der Schaft 17 sehr einfach eingefahren werden 

Der in den Fig. 1 —3 dargestelhe Kreuztisch 1 besitzt kann, indent man inn am Au&enumfang der Aussparung 
eine Halterung 3, die am Stativ 2 eines hier nicht naher is entlangffihrt Die Tischstellung, die erreicht ist. wenn 
dargestellten Auflichtmikroskops befestigt werden der Schaft 17 in die Einbuchtung 31 einrasteu entspricht 
kann. Die Halterung 3 und der die beweglichen Tischtei- der Obergabeposition, in der eine hier nicht dargestelke, 
le tragende Tischtrager 4 sind aus GrQnden der Stabili- an sich bekannte Einrichtung zur auiomatischen Zufuh- 
tat aus einem StQck gefertigt Der Tischtrfiger 4 setzt rung bzw. Abholung den PrGfling 10 an seine Aufnahme 
sich von der Halterung 3 ausgehend in ein waagerech- 20 9 ubergibt bzw. von dort entfernt Der Schalter 28 an 
tes, plattenformiges Teil fort, in das die FQhrungsIeisten der Unterseite des Tisch tragers 4, d^sen Kontaktzunge 
32 fur den als X-Schlitten ausgebildeten unteren Tisch- 30 in die Einbuchtung 31 hineinragt. dient dazu diesen 
teil 5 und seine daran entlang gefuhrten Gegf-istucke 26 Vorgang einzuleiten. 

und 27 eingelassen sind. Der X-Schlitten 5 tragt seiner- 

seits den als Y-Schlitten ausgebildeten oberen Tischtei I 25 Hierzu 2 Blatt Zeichnungen 

6, der Qber die Leisten 7 und 8 entlang entsprechend in — 

den X-Schlitten 5 eingelassenen FQhrungen bewegbar 
ist 

Der obere Tischteil 6 bildet die eigentliche Tischplat- 
te. Auf ihr ist eine Aufnahme 9 (Chuck) fflr den unter 30 
dem Mikroskop zu beobachtenden Prufling 10 befestigt, 
der z. B. ein Halbieitersubstrat (Wafer) sein kann. 

An der Unterseite des oberen Tisch teils 6 ist eine 
Handhabe 11 befestigt, fiber die der Tischteil 6 bei Ab- 
kopplung des in den Figuren nicht naher dargestellten, 35 
am Punkt 35 in Fig. 2 an die FQhrungen der jeweiligen 
Tischteiie 5 und 6 angesetzten Feintriebs direkt schnell 
verstellt werden kann. 

Die Handhabe 11 besteht aus einer Kugel 12 an der 
Unterseite eines Stabes 37, der beztiglich Translation 40 
Qber ein ve.bindendes Getriebegehause 14 mit einem 
zylindrischen Schaft 17 verbunden isL Der Schaft 17 
greift durch eine erste Aussparung in Form eines LSngs- 
schlitzes 36 im X-Schlitten S und durch eine zweite im 
wesentlichen kreisfdrmige Aussparung 24 im festste- 45 
henden TischtrSger 4 hindurch und ist mit dem oberen 
Tischteil 6 lest verbunden. Um den Stab 37 ist ein Ring 
13 gelegt, dessen in das Getriebegehause 14 mflndendes 
Ende ein Zahnrad 15 tragi Dies Zahnrad 15 kSmmt mit 
einem Ritzel 16 an der Unterseite einer durch den 50 
Schaft 17 gefUhrten Wtfle 18 (siehe auch Schnitt in 
Fig. 3). Auf dss Qber den oberen Tischteil 6 hinausragen* 
de Ende der Welle 18 ist eine Scheibe 19 mit einem 
exzentrisch darauf angeordneten Stift 20 aufgesetzt. 
Dieser Stift 20 greift in eine Gabel am Ende eines unter* 55 
setzenden Hebels 21 ein, Qber den der drehbar im Ge- 
hause 23 der Aufnahme 9 gelagerte Einsatz 22 und da- 
mit der auf ihm aufliegende PrQfting 10 verschwenkt 
werden kann. Demzufolge IflBt sich der PrGfling 10 mit 
Hilfe der Handhabe 11 einerseits nach Erfassen der Ku- 60 
gel 12 zurschnellen Durchmusterung unter dem Mikro- 
skop verschieben. Zus&lzlich kann er bezQglich seiner 
Winkellage feinjustiert werden, indem der Ring 13 ge- 
dreht wird. Denn dessen Bewegung wird durch das 
Stirnradgetriebe 15/16 und das Hebelgetriebe 20/21 65 
gleichsinnig, aber &lark untersetzt auf den Einsatz 21 
ubertragen, auf dem der PrGfling mit Hilfe hier nicht 
dargestellter SaugdOsen gehalten ist. 
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